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Brasov 15-20 aprilie 2007

Chimie Fizica-Structura
Spectroscopia fotoelectronica de raze X (XPS) se bazeaza pe iradierea moleculei cu un fascicol monocromatic de raze X (h(X). O parte din energia fascicolului se consuma pentru expulzarea unui electron din straturile interioare ale atomului si reprezinta energia de legare, BE (binding energy). Conform legii de conservare a energiei, restul de energie ramine ca energie cinetica (KE) a electonului expulzat. 

h(X = BE +KE

Pentru fiecare electron expulzat se obtinine o banda spectrala a carei intensitate depinde de numarul electronilor expulzati. Spectrele pot fi reprezentate sau in raport cu energia de legare (BE) sau cu energia cinetica a electronului expulzat (KE).

Importanta metodei rezida in faptul ca acelasi tip de electron, ex 1s, din acelasi tip de atomi, dar aflindu-se in molecula in inconjurari diferite conduce la un pic diferit, respectiv are nevoie de o energie diferita de extractie. Cu cit atomul are o sarcina pozitiva mai mare, energia de legare a electronilor creste. Cu cit atomul are o inconjurare care produce o crestere a sarcinii negative, energia de legatura scade. Ariile picurilor sunt proportionale cu numarul atomilor cu acelasi sift.

Se considera urmatoarele spectre XPS. Sa se identifice picurile corespunzind fiecarui atom si sa se explice rezultatul.

1. Regiunea picurilor corespunzind electronilor 1s din atomii de azot ai azidei de sodium.

2. Regiunea corespunzatoare picurilor electronilor 1s din molecula de acetona;

3. Metoda XPS poate fi folosita si pentru evidentierea efectelor de contaminare ale suprafetelor in urma diferitelor tratamente. In figura 3 este prezentat spectrul polietilenei supuse unei tratari cu un  amestec F2/N2 un timp de 0.5 s (a) si 30s (b). Sa se explice modificarile spectrale considerind formarea unor compusi cu fluorul.
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